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Objetivos

- ldentificacao da saturacao

- Localizacao da falta em relacdo ao objeto protegido (Falta
interna ou externa)

- Decisao de Atuacao

Janela de 1/4 de ciclo
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Py Introducio

PrOblema /Variacéo brusca

/

/ N
Saturacao

Inicio da Falta
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Fundamentacao Teorica
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Transformada Wavelet Discreta
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ESTRC Fundamentacdo Teorica
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Transformada Wavelet Discreta
Fa = 15360Hz (256 amostras/ciclo) -
T Faixa dg Frequéncia (Hz) g
Min Max E
1 3840 7680 %0 Hz -
2 1920 3840 B
3 960 1920 |
4 480 960 y =
5 240 480 =
6 120 240 400 Hz =
7 60 120 =
8 30 60
9 15 30 240 Hz
120 Hz
60 Hiz

tenpo
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ESTRC Fundamentacdo Teorica

Redes Neurais Artificiais (RNA)

Neuronio de McCulloch & Pitts O MLP e o Backpropagation
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TESTRC Simulacao
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Circuito de Treinamento
CHAVEZ R2 W2
CHAVET R TC2000/5 RSECTE
L iﬁI?L RCARGA
L = T

R1 — Variacao das Correntes de Regime.

X2/R2 — Variacdo das correntes de falta incluindo a componente DC.
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e Simulacao
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Circuito de Teste : Linha de transmissao de 88 KV/1,54 km da Siderurgica USIMINAS(Cubatdo)

LT0? Ban4
LT13

LCC !f'
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TESTPC Geragao dos Dados
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* Amostragem
— 256 amostras/ciclo = 15360Hz

 Janela
— Yade ciclo = 64 amostras

 Tratamento do Sinal (Transformada Wavelet Discreta)
— Funcao Mae Daubechie 10
— Escalamento: Nivel 1
— Resultado: 41 coeficientes de detalhe
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TESTPC Geragao dos Dados
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Transformada Wavelet Discreta
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TESTPC Geragao dos Dados
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Separa¢ao no plano: Maximo x Média
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Py Modelagem e Treinamento da Rede Neural
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1
Transformada 2

Janela Wavelet
Deslizante Discreta 3

[ONONG)

41 AT

\/

e
(Corrente) Normalizagéo \

Identificacao
da saturacéo

Dados de Treinamento: NET;

704 janelas de faltas com saturacao
704 janelas de faltas normais.

SIEMENS B HUNISANTA

varfilho

i0 & Representacoes Lida.



KSTPC Localizacao da Falta
- Comparacao amostra a amostra de cada janela de um quarto de ciclo;
- Se em mais de 70% da janela (45 amostras) os sinais tiverem a mesma polaridade, a
falta é identificada como interna
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Falta Interna Falta Externa

(Correntes em Fase ) (Correntes defasadas 180°)
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STPC
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Resumo do Algoritmo e Decisao de Atuacao

Simulagdo do Senara praxima
Sisterna Elétrico " Janela
(ATP)
I
L ke
AQuisigac oe Transformada Com -
dados do Wavelat dos vﬁaﬁ?ﬁa
arquivo " lis” Discreta merma fase
para o Matlab T lados A e B
5 Valor absoluto
B a0 Meanos & Normalizagio
uma corrente =
pickup L
]— Reda Meural
Artificial

ratamento
Flnal

Saturagao

Tratamento Final: 0
- Saida RNA > 0,8 em 2 Janelas consecutivas



%STPC Resultados
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Falta Interna Monofasica
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Falta Externa Trifasica
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Conclusoes

Foi apresentado:

* Metodologia para Identificacdao daSaturacao dos Transformadores de Corrente.

— Transformada Wavelet Discreta mostrou-se efetiva na discriminacao da situacdao normal de falta com e
sem saturacao do TC;

— Possibilita ajuste mais sensivel da protecdo diferencial.

e  Critério de localizacao da Falta
— Mostrou-se efetivo para os casos apresentados;

¢ Tomada de decisdo e atuagao ]
Janela de 1/4 de ciclo

Trabalhos futuros:

*  Geracao de um numero maior de testes
*  Variacdo de alguns parametros do sistema tais como:
— Angulo de incidéncia da falta;
— Resisténcia de falta;
— Nivel DC da corrente de defeito;
—  Fluxo residual dos TCs;
— Impedancias de fonte do sistema.
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